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EDUCACION

2006 - 2011 Especialidad: Doctorado en Ingenieria Optica
Universidad Politécnica de Catalufia, Barcelona, Espafia

2006 - 2009 Especialidad: Diploma de Estudios Avanzados en Ingenieria Optica.
Universidad Politécnica de Catalufia, Barcelona, Espafia

2003 - 2004 Especialidad: Licenciatura en Docencia de Fisica
Universidad de Panama, Panama

1984 - 1988 Especialidad: Profesor de Segunda Ensefianza con Especializacion en Fisica
Universidad de Panama, Panama

2014 - 2015 Especialidad: Postgrado en Docencia Superior
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EXPERIENCIA EN INVESTIGACION

2012 - 2015 Implementacion de un método de inspeccion optica de bajo costo para la mejora de la calidad
superficial de materiales laminados metalicos y no metalicos de uso industrial. Gestién de
fondos para financiamiento.

2014 - 2016 Utilizacion de un método de inspeccién dptica de bajo costo para la deteccién de la calidad
superficial de frutas, verduras u otros productos en su proceso de maduracion. Gestion de
fondos para financiamiento.

2015-2016 Implementacion de un Método de Inspeccién Biométrica utilizando las propiedades
colorimétricas de la piel humana y sus aplicaciones para el desarrollo de la Industria Textil
panamefia.

2012 - 2014 Medida de la rugosidad superficial utilizando la funcion de autocorrelacion normalizada del

campo de la textura del patrén speckle. Gestion de fondos para financiamiento.

2013 -2015 Métodos de Inspeccion Optica y sus aplicaciones en el sector industrial manufacturero:
Transferencia de conocimiento a la industria panamefia. Gestidn de fondos para financiamiento.

2012 - 2015 Miembro del Sistema Nacional de Investigacion (SNI) de Panam4, Categoria: Investigador
Nacional 1.

2015-2017 Miembro del Sistema Nacional de Investigacion (SNI) de Panam4, Categoria: Investigador
Nacional 1.

2009 - 2011 Grupo de investigacion consolidado del CD6. Proyecto desarrollado para la Agéncia de Gestio

d'ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

2009 -2011 Participacion en el Proyecto: Nuevos métodos e instrumentacion para el estudio de la 6ptica
del ojo humano e imagenes multiespectrales. Proyecto desarrollado por el CD6 para el
Ministerio de Ciencias e Innovacion, Espafia.

2009 - 2011 Tesis Doctoral: Estudio y desarrollo de un método de analisis de las propiedades de lisura
superficial de papeles especiales, utilizando el andlisis de textura del patrén de speckle.

2009 - 2010 Proyecto: Estudio y desarrollo de un método de analisis en linea de las propiedades de lisura
superficial de papeles, utilizando el analisis de textura del patrén de speckle, en base a técnicas
de procesado de imagenes. Proyecto realizado por el CD6 para la empresa de la industria
papelera Miquel y Costas y Miquel, Barcelona, Espaiia.

2008 - 2009 Proyecto de tesis doctoral: Determinacion de propiedades superficiales del papel utilizando el
analisis de textura del patrén de speckle.
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ADIESTRAMIENTOS

Seminario-Taller: “Escritura Cientifica”, Organizado por la Direccién de Investigacion de la Universidad Tecnoldgica de Panama,
del 20 al 23 de octubre de 2014, actuando como Facilitador.

Seminario-Taller: “Escritura Cientifica”, Organizado por la Direccion de Investigaciéon de la Universidad de Panama, e
INDICASAT, del 23 de junio al 27 de junio de 2014, actuando como Facilitador.

Seminario-Taller: Winter College on Optics: Fundamentals of Photonics - Theory, Devices and Applications, 10-21 Febrero,
2014; organizado por el Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP), Trieste, Italy. Actuando como
participante.

Seminario-Taller: Preparatory Scholl to winter College on Optics, 3—7 de Febrero, 2014; organizado por el Abdus Salam
International Centre for Theoretical Physics (ICTP), Trieste, Italia. Actuando como participante.

Seminario-Taller: Aprendizaje activo de la Optica y Foténica, programa organizado por la UNESCO y desarrollado a través de
la Universidad Nacional de Colombia, del 7 al 11 de octubre de 2013, actuando como Facilitador.

Seminario-Taller: Aprendizaje activo de la Optica y Fotdnica, programa organizado por la UNESCO y desarrollado a través de
la Universidad Nacional de Colombia, del 21 al 25 de enero de 2013, actuando como participante.

Seminario-Taller: “Escritura Cientifica”, Organizado por la Direccion de Investigacion, Desarrollo e Innovacién, Senacyt, del 30
de julio al 3 de agosto de 2012, actuando como participante.

Seminario-Taller: “Elaboracion y Presentacion de proyectos de investigacién®, Organizado por la Direccién de Investigacion,
Desarrollo e Innovacién, Senacyt, del 27 de marzo al 31 de marzo de 2012, actuando como participante.
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1. Revisor para la Fundacion OSA (Optical Society of America Fundation), para el premio: Incubic/Milton Chang Student Travel
Grant, para el financiamiento de estudiantes de paises en vias de desarrollo para su participacién en la Conferencia
Internacional "Frontiers in Optics (FIO 2015) " realizada en Octubre de 2015 en San Jose, California, USA.

2. Revisor para la Fundacion OSA (Optical Society of America Fundation), para el premio: Incubic Milton Chang Student Travel
Grant, para el financiamiento de estudiantes de paises en vias de desarrollo para su participacion en la Conferencia “Laser
Science to Photonics Applications (CLEO 2015)”, a realizarse en Mayo de 2015 en California, USA.

3. Revisor para la Fundacion OSA (Optical Society of America Fundation), para los premios: Jean Bennett Memorial Student
Travel Grant and Incubic/Milton Chang Student Travel Grant, para el financiamiento de estudiantes de paises en vias de
desarrollo para su participacion en la Conferencia Internacional "Frontiers in Optics (FIO 2014) " realizada en Octubre de 2014
en Arizona, USA.

4. Revisor para la Fundacion OSA (Optical Society of America Fundation), para los premios: Jean Bennett Memorial Student
Travel Grant and Robert S. Hilbert Memorial Student Travel Grant, para el financiamiento de estudiantes de paises en vias de
desarrollo para su participacion en la Conferencia Internacional "Frontiers in Optics (FIO 2013) " realizada en Octubre de 2013
en Florida, USA.

5. Miembro de la Sociedad Americana de Optica (Optical Society of America-OSA). Nimero de miembro 1042144.

6. Miembro de SPIE (International Society for Optics and Photonics). Numero de miembro 3283406.



